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1. Spectrul de difractie
a. Radiatia X utilizata in analiza difractometrica (Generarea radiatiilor X; Spectrul
radiatiilor X; Prelucrarea radiatiilor X in vederea utilizarii in analiza
difractometrica);
b. Difractia radiatiilor X (Difractia in conceptia Laue; Difractia in conceptia Bragg;
Metode de studiu prin difractie cu radiatii X; Semnificatia geometrica a difractiei
in care este situat maximul de interferenta;Distributia amplitudinii si a
intensitatii radiatiei X difractate in franje; Amplitudinea undei imprastiate
coherent; Factori care determina intensitatea radiatiei X difractate).
Metode de difractie pentru controlul structurii materialelor metalice policristaline.
3. Obtinerea si prelucrarea spectrului de difractie de radiatii X
a. Specitrul si linia de difractie (Caracteristicile geometrice ale profilului liniei de
difractie ; Metode de prelucrare a profilului liniei de difractie) ;
b. Optimizarea experimentelor in difractometria de radiatii X;
c. Caracteristicile etalonului utilizat in difractometria de radiatii X ;
d. Pregatirea probelor pentru analiza difractometrica.
Determinarea parametrului de retea cristalina.
Determinarea dimensiunii medii a cristalitelor (blocuri de mozaic).
Determinarea tensiunilor interne prin difractie de radiatii X.
Analiza austenitei reziduale din oteluri .
Analiza de faza in difractia de radiatii X.
Caracterizarea filmelor subtiri prin difractie de radiatii X la incidenta razanta.
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